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第2囲 RC J信頼性シンポジウムが11月17日開催の電子デバイスの信頼性シンポジウムと18日

のIE C環境試験方法と静電気の基礎講座、 19日のEOS/ES Dシンポジウムの構成で開催され

る運びとなりました。

本Rc Jシンポジウムは、平成3年度から新しく始められたもので、急進展する電子デ、バイスの

機能の大規模化及び超微細化のなかでさらに高信頼性の要求を実現することをねらい、電子部品・

電子機器の信頼性評価技術に関する IE C規格の普及と併せてIE C新規格を提案する基礎資料の

蓄積を図ることを目的に企業、大学、研究所の技術者の方々の参加の下に、自由に十分討議できる

場を提供すべく設定されたものであります。幸い多くの方のご協力で第1回から180余名の参加を

得て好評でありました。

第2回では、さらに充実をはかる企画の1っとして両シンポジウムの中間18日に静電気の基礎講

座と関連TC国内委員の方々による IE C環境試験方法の紹介が行われ、パネル討論会もあって注

目されるところであります。

SMD （表面実装部品）の信頼性評価技術とCMOS I Cのラッチアップ現象の評価に重要な

評伍方法の標準化ならびに近年社会問題ともなっているEs D障害事故、静電気対策、 Es D試験

方法等緊急の課題が論じられます。

是非、若い技術者の多くの参加を得て、さらに稔り豊かな活動に盛り上げていきたいものであり

ます。

最後に会場をはじめ色々とご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、関連TC国内委員及び発表者

各位、さらに協賛諸団体の方々に心からお礼申し上げます。

RC J信頼性シンポジウム運営委員会

委員長 後川昭雄
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